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MIKRO / MAKRO SCRATCH-TESTER

QSCRATCH 20
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Der Qscratch 20 ist ein vollautomatischer Makro/
Mikro Scratch Tester fur die Qualitatskontrolle von
Beschichtungen, funktionalen Oberflachen und
kritischen Lasten. Das System verbindet
kontrollierte Kraftaufbringung, prazise
elektronische Lastregelung, integrierte optische
Bewertung und eine gefiihrte Softwarebedienung
in QpixControl2. So lassen sich Scratch Tests mit
progressiver oder konstanter Last reproduzierbar

Mit motorisierten X/Y/Z-Achsen, Einzel- und
Mehrfachmessungen sowie einem 8-fach
automatischen Werkzeugwechsler ist der Qscratch
20 besonders fur Labore geeignet, die regelmaliig
belastbare Entscheidungen zur Schichthaftung,
Oberflachenqualitat und Prozessstabilitat treffen

mussen. UnterstUtzt werden unter anderem
Prafungen nach DIN EN ISO 20502, ASTM C1624, ISO
27307 und ASTM G171. Optional lasst sich das System
um Vickers-Harteprufung und Qpix Inspect-
Analysefunktionen erweitern-

MIKRO / MAKRO SCRATCH-TESTER QSCRATCH 20

PRODUKTVORTEILE
| Vollautomatischer Makro/Mikro Scratch Tester fur | 8-fach automatischer Werkzeugwechsler fur
Beschichtungen und Oberflachen PrGfmodule und Objektive
| Einzel- und Mehrfachmessungen fur effiziente | Motorisierte X/Y/Z-Achsen mit praziser
Prufserien Positionierung
| Elektronische Kraftregelung im Prifkraftbereich | QpixControl2 Software mit gefUhrtem Scratch-
von 0,5-200 N Workflow
| Konstante und progressive Last flr normgerechte | Optionales Harte-Upgrade und Qpix Inspect
Scratch-Prufungen Analysefunktionen
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NOMINIERT FUR DEN BEST OF INDUSTRY
AWARD

Der Qscratch 20 ist fur den Best of Industry Award in der Kategorie ,Best
o €t W s 7 astruktion — Qualitat & Prazision" nominiert.
t % %z n & . s mit lhrer Stimme!

MIKRO / MAKRO SCRATCH-TESTER QSCRATCH 20
ERLEBEN SIE DAS 3D-MODELL IN DER REALEN WELT!

SHARE CHOOSE PRODUCT:
AR-Modell - Mit dem Smartnhone aufrufen oder den QR-Code unter "View in Room" scannen und das 3D

Modell in der realen Welt erleben!
(= Qscratch20 v
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MIKRO / MAKRO SCRATCH-TESTER QSCRATCH 20
PRUFMETHODEN & KRAFTBEREICH
| I
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METHODE: PROGRESSIVE LAST METHODE: KONSTANTE LAST
Start- und Endlast sowie Lastrate werden definiert. Die Normalkraft bleibt Uber die Ritzlange konstant.
Die Last steigt entlang der Ritzlange; sichtbare Das eignet sich fur Einzelmessungen,
Ereignisse konnen als Lc-Punkte der jeweiligen Serienvergleiche und wiederkehrende
Position zugeordnet werden. Prufbedingungen im Qualitatsumfeld.
ISO: PFST - progressive force scratch test ISO: CFST - constant force scratch test
ASTM: PL - progressive load ASTM: CL - constant load
Lc: Load critical Lc: Load critical
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PRUFVERFAHREN

PROGRESSIVE ODER
KONSTANTE LAST -

PASSEND ZUR PRUFAUFGABE
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EN ISO ASTM
STANDARD STANDARD
© ©
——— ———
NORMEN

DIN EN ISO 20502 /
ASTM C1624 -
Bestimmung der
Haftung und
mechanischen
Versagensarten harter
keramischer
Beschichtungen mittels
Ritztest.

ISO 27307 - Bewertung
der Adhasion und
Kohasion thermisch
gespritzter keramischer
Schichten am
Querschnitt mittels
transversalem Ritztest.

ASTM G171 -
Bestimmung der
Scratch-Harte von
Materialoberflachen mit
einer definierten
Diamantspitze,
konstanter Normalkraft
und Auswertung der
verbleibenden
Ritzbreite.

15.09.2026
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FUR LABORE, DIE
TAGLICH WICHTIGE
ENTSCHEIDUNGEN
TREFFEN

Qscratch 20 ist ein
automatischer Makro/
Mikro Scratch-Tester fur
Beschichtungen und
funktionale
Oberflachen. Das
System verbindet
kontrollierte
Kraftaufbringung,
integrierte optische
Bewertung, gefuhrte
Softwarebedienung
und eine
Berichtsgenerierung
miteinander. Es wurde
speziell fur Labore
entwickelt, die taglich
wichtige
Entscheidungen im
Zusammenhang mit
Oberflachen treffen.

PRAXISORIENTIERTE
QUALITATSSICHERUNG
& VERNETZTE
WORKFLOWS

Entwickelt fur die
Qualitatssicherung: Das
System kombiniert
standardisierte Scratch-
Prafungen mit hoher
Wiederholbarkeit,
effizienter
Dokumentation und
intuitiver Bedienung.
QpixControl2, der
integrierte Workflow,
flexible
Exportmoglichkeiten
und optionale
Pruffunktionen machen
daraus eine
leistungsstarke
Komplettlésung statt
eines einfachen Stand-
alone-Tester.

PRUFPRINZIP DIN EN ISO 20502 | ASTM C1624

EINE DEFINIERTE SPUR. EINE GEREGELTE LAST. EINE KLARE

© ATM Qness GCmbH - www.gatm.com
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) ENABLING PROGRESS

LANGFRISTIGE
INVESTITIONSSICHERHEIT
DURCH QATM-

EXPERTISE

QATM bringt
langjahrige Erfahrung
aus Harteprufung,
Metallographie und
globalem Service in das
Scratch-Testing-
Portfolio ein und sichert
so |hre Investition
langfristig ab.
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BEWERTUNG.

Das Prinzip

Beim Scratch Test wird ein Diamantstift unter definierter Normalkraft Uber die beschichtete Oberflache
gefuhrt. Sichtbare Ereignisse wie Rissbildung, Abplatzung oder Durchdringung der Beschichtung werden
entlang der Ritzspur lokalisiert und der jeweiligen kritischen Last zugeordnet. Damit zeigt die Ritzspur nicht

nur, dass ein Versagen auftritt. Sie zeigt, wo es auftritt - und macht die Belastung am kritischen Punkt
nachvollziehbar.

LW PR 190 S v R S SR

100 mm
f00N

VERSAGENSEREIGNISSE
DEFINIEREN UND ZUWEISEN

Lcl - Erste Rissbildung /
plastische Verformung

Schaubild:
Fehlerereignisse

Lc2 - Abplatzungen

Lc3 - Durchdringung der
Beschichtung bis zum

Grundwerkstoff
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VON DER RITZSPUR ZUM NACHVOLLZIEHBAREN ERGEBNIS

LUATN
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KERAMISCHE BESCHICHTUNGEN. BEWERTUNG VON HAFTUNG

UND VERSAGENSARTEN.

Der folgende interaktive Abschnitt zeigt, wie typische Schadensereignisse entlang der Kratzspur analysiert
werden. Klicken Sie auf die LC-Punkte, um zu sehen, wie Rissbildung, Abplatzungen und das Eindringen der

Beschichtung mit bestimmten Positionen und Belastungen zusammenhangen.

MATERIAL AUSWAHLEN UND LC-PUNKTE ERKUNDEN

Material TIiCN Material TiCB Material DLC-Duplex

Lcl Lc2 Lc3
Initial cracking Chip marks Penetration to the
Deformation substrate
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DUNNE HARTE, KERAMISCHE
SCHICHTEN (0,1 - 30 MM
TYPISCH)

Carbide, TiC, CrC

Nitride TiN, CrN, TiAIN
Oxide Al;Os

Diamant Diamantbesch.
Diamond-like carbon DLC

15.09.2026
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DUNNE HARTE KERAMISCHE
UND TECHNISCHE
BESCHICHTUNGEN (s 20 MM
TYPISCH)

PVD TiN

PACVD DLC
Bogenentladungs-DLC
PVD/PACVD Cr-C

PVD Al>0z

Hartchrom

© ATM Qness GCmbH - www.gatm.com
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Schaubild:
Fehlerereignisse
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MIKRO / MAKRO SCRATCH-
TESTER QSCRATCH 20

REVOLUTIONARES
OPTIKSYSTEM

Das von QATM entwickelte
und selbst gefertigte
Linsensystem setzt neue
Mafstabe. Neben der
kristallklaren Bildqualitat fur
die Harteprufung sorgt die
Kéhler-Beleuchtung mit
weiBem LED-Licht und einer
motorischen Aperturblende
flr einen idealen Kontrast,
auch bei hohen
VergréRBerungen.

Erfahrene Metallurgen
bestatigen: Die Bildqualitat
des Qscratch 20 ist in allen
Bereichen mit hochwertigen
Mikroskopen vergleichbar .
Durch die zeitgemaf3e
Auslegung werden zudem
selbst die strengen
physikalischen
Anforderungen an die
~Auflosung des
Messsystems"” nach DIN EN
ISO6507-1/2:2018 mit den
neuen Objektiven und dem
Messsystem vollstandig
erfallt.
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MIKRO / MAKRO SCRATCH-TESTER QSCRATCH 20

INNOVATIVE BEDIENUNG

PRUFRAUMBELEUCHTUNG

Alle Gerate sind mit der neuen LED-Prufraumbeleuchtung ausgestattet: bei Einzelprufungen vereinfacht dies
die Ausrichtung des Prufteils am Tisch.
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BELEUCHTETE
STATUSANZEIGE

WIR BRINGEN
LICHT INS
DUNKEL

Das beleuchtete QATM-
Markenlogo zeigt den
aktuellen Status des Gerats
auf den ersten Blick an.
Durch unterschiedlich
aufleuchtende Intervalle ist
so auch quer durch das
ganze Labor erkennbar, ob
der Harteprufer gerade im
automatischen Modus
arbeitet oder frei fur neue
Aufgaben ist. Zudem
ermaoglicht die ebenfalls
serienmafige LED-
Prufraumbeleuchtung das
korrekte Ausrichten der
Proben und Probenhalter.

Beim Qscratch 20 garantiert
sie auch eine gleichmaBige
Beleuchtung bei Aufnahme
des Probenbilds.

MIKRO / MAKRO SCRATCH-TESTER QSCRATCH 20

WEGWEISENDE TECHNOLOGIE - EINZIGARTIG UMGESETZT
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Die gewahlte Belastungslogik wird mit Ritzspur, Position und Ergebnis zusammengefuhrt. Methoden lassen
sich fur Probenserien, Beschichtungsvarianten und Prozessvergleiche einsetzen.
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DIAMANTSTIFT UBERPRUFEN

Die Ritzspitze kann direkt im System optisch Uberpruft werden. So lasst sich der Zustand des Diamantstift vor
oder nach der Prufung kontrollieren — ein wichtiger Schritt fur reproduzierbare Ergebnisse und
nachvollziehbare Prufbedingungen.
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AL
i

UNIVERSAL-PROBENHALTER

Variabel montierbare Klemmmbacken ermaoglichen die sichere Aufnahme unterschiedlicher Probengeometrien
- von flachen und kantigen Prufteilen bis zu runden oder sehr kleinen Proben.
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HOCHAUFLOSENDES PROBENBILD (HRI)

Wenn qualitativ hochwertige Aufnahmen von gréBeren Flachen notwendig sind (beispielsweise bei
SchweiBnachtvermessungen), kann mit der HRI-Funktion die Flache abgescannt werden. Die Qpix Control 2
Software setzt die Einzelbilder automatisch zu einem grof3en Gesamtbild zusammen.
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PROBENBILDKAMERA

Es ist kein Zufall, dass sich die meisten QATM-Kunden fur die ,A+" Variante mit integrierter Probenbildkamera
entscheiden: innerhalb weniger Sekunden wird das Probenbild mit der zusatzlichen Kamera aufgenommen
(Blickfeld 52 x 39 mm). Das Bild dient speziell in Kombination mit der DOUBLE-VIEW-TECHNIC als perfekte

Navigationshilfe in der Software, sowie zur verbesserten Dokumentation im automatisch zusammengestellten
Prufbericht.
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Image Le Detalls General Force / Distance

PRAZISE WEG-/KRAFTAUFBRINGUNG

Eine prazise elektronische Lastregelung stellt sicher, dass die Pruflast als entscheidender Prufparameter
jederzeit kontrolliert, reproduzierbar und nachvollziehbar bleibt.
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LIpix CONTROLE

SCRATCH-WORKFLOW OHNE UMWEGE

EINFACH PRUFEN , EFFIZIENT AUSWERTEN

QpixControl2 ist mehr als eine Bedienoberflache: Die Software verbindet ein patentiertes 3D-Bedienkonzept
mit einem durchgangigen Scratch-Workflow. Prufungen lassen sich einfach anlegen, Ritzspuren visuell
positionieren, Einzel- oder Mehrfachmessungen automatisiert abarbeiten und relevante Lc-Ereignisse
strukturiert auswerten. Von der Prufdefinition Uber Bildaufnahme und Bewertung bis hin zu
Datenmanagement, Export und standardisiertem Report bleiben alle Schritte in einer intuitiven
Softwareumgebung verbunden. Das reduziert Bedienaufwand, unterstutzt reproduzierbare Ablaufe und
macht Scratch-Prufung in der produktionsnahen Qualitatssicherung effizient nutzbar.

& Shoof begh ress: imnge
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VOM SETUP BIS ZUM REPORT

IN 3 SCHRITTEN ZUM ERGEBNIS

Parameter

1. PROBE BESTUCKEN 2. POSITIONIEREN

Probenhalterhnohe wird
automatisch angefahren, das
Probenbild automatisch
aufgenommen.

Startpunkt der Ritzprufung direkt
an die gewunschte Position
ziehen (Drag and Drop).

SOFTWARE

ENTHALTENE FUNKTIONEN

SOFTWARE

3. PRUFABLAUF STARTEN

Der Prufablauf wird
vollautomatisch und
entsprechend der Scratch-
Prifnormen durchgefuhrt.
AnschlieBend konnen die
Versagensereignisse bewertet
und den jeweiligen Lc-Punkten
zugewiesen werden.

OPTIONEN

\ @ . o 7 il
Lo R y
= % @& W » =
< ™ EH 5a o I
Le Auto Auto Ovetview Picture in Stitching Dual Crater-grinding Rockwell NFC-Login Barcode
Determination Brightness Focus camera picture System Measurement adhesion test
o— = P
g— =l
o iy e : s = MIKROSKOPIE & ANALYSE
Project User fields User Collision 3D Sample Progressive
management management avoidance Software holder Scratch
“ ThL [} ot
= e T ok T = N
Constant Scratch Transverse Force/Displacement Templates Image Statistics C} m
Scratch Hardness Scratch Graph capture
Geometric Phase Crain size Layer thickness Weld seam
measurement analysis measurement  measurement  measurement
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QPIX CONTROL2
INNOVATIVE SOFTWARE-FUNKTIONEN

o n -

[ scratch test - Single Lens 0% >

I;J Sortch) DN R 2 i Initial oad 000 N
Fina! joed

Scratch speed

Losding rate 100,00 | My
Scratch length 10,00 mm
Paramater ¥
Count lo,
Deglance 1,00 mm

EINFACH - UND MEHRFACHMESSUNGEN

Einzelmessung oder Mehrfachmessungen: Ritzspuren lassen sich direkt in der Software positionieren, mit
definiertem Offset anlegen und automatisch abarbeiten. Die Lc-Ergebnisse werden je Prufung sowie als
Reihenmittelwert ausgewertet.
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ay -
. Fest program

< S5 TICN

Colar . “ General
e gt"mmple
¥ g-’ Scratch test Lens 205 ™
- |5 Scratch test (1) ~ 3 iosbiat load 0,00 N Standard IS0 20502 2016 ~
Final load 100,00 N Led be L
Scratch speed 10,00 ::"( m
: ASTM 1624 2022
Loading rate 100,00 hmin = H — -
Scratch length 10,00 man -

Perameter ¥

Caunt 1 Mo, MName hame

Giigtarice 1.00 mm Lower imit 0.0 M Lower lmit
Use upper limit m | Use upper limit
Target value M Target value
Use waming fmits [ Use warning limits
Le3 O X

VIELFALTIGE EINSTELLUNGSMOGLICHKEITEN

Lastdefinition, Ritzlange, Lastrate, Geschwindigkeit und Objektivauswahl werden direkt in der Methode
verwaltet. FUr die Bewertung kénnen normbasierte Templates oder eigene Vorlagen genutzt und mit Grenz-
sowie Zielwerten erganzt werden.
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A7 Test resulls

1151
2.3mm

GEFUHRTE LC-BESTIMMUNG

Grafische Vorlagen unterstutzen die einheitliche Einordnung typischer Versagensereignisse. Das erleichtert
standardorientierte Ablaufe und reduziert Interpretationsspielraum.
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Image Le Detalls General Force / Distance

KRAFT- / WEGVERLAUF

Der Kraft-/Weg-Verlauf dokumentiert die aufgebrachte Last entlang der Ritzspur. Auffalligkeiten in der Kurve
kdnnen mit sichtbaren Versagensereignissen verglichen und zur Lc-Bewertung herangezogen werden.
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esult ¥ Image General Force / Distance

ple image »

®|ct:3,20N 0,64 mm ®lc2:11,51 N 2,30 mm O|lc3:4473N 8,95 mm

Longitudinal Cohesive Continuous
: cracks at the spaliation along " ductile coating
- edges of the the edge of the perforation
< scratch track scratch track

ey

LC-DETAILS

Relevante Versagensereignisse entlang der Ritzspur kdnnen im Bild detailliert betrachtet und den
entsprechenden Lc-Details zugeordnet werden. So wird aus der optischen Bewertung ein nachvollziehbares
Prufergebnis.
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Scratch test data
Procedure: Progressive load scratch test Date: 01/06/2026 08:26
Initial load: 000N Final load: 50,00 N
Scraich speed: 10,00 mm/min Loading rate: 50,00 N/min
Scratch length: 10,00 [mm] Lens: 20x
Scratch tool: Rockwell Diamond 120° R0.2 Standard: ISO 20502 2016
Scratch test points
Lc length X-Pos. Y-Pos. e
St No. ScratchlLcpoints Lcload [N] [mm] Lens (mm) [mm] Description
Lect 3,20 0,64 20x
® 1 Lc2 11,51 2,30 20x 0,00 0,00
Lc3 4473 8,95 20x
L3
[—T—
2o 2 %8 = 28 o 28 ] 28 25 g8
ig 3% ig 58 i3 ig i3 i3 ig i3 ig
w a g
% z g

REPORT

Prufparameter, Ritzspur, Lc-Werte und Bewertungsergebnisse werden in einem Prufbericht

zusammengefuhrt. Das erleichtert die Dokumentation, den Vergleich von Prufserien und die Weitergabe der
Ergebnisse innerhalb des Qualitatsprozesses.

EINE PLATTFORM

MEHR ALS SCRATCH-PRUFUNG

QSCRATCH 20 / QNESS 60 A+
EVO
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Qscratch 20 ist Teil einer modularen QATM-
Plattform. Neben der Scratch-Prufung lassen sich
optional Harteverfahren, Analysefunktionen und
weitere Beschichtungsprufungen integrieren. Das
reduziert Systemwechsel, bundelt Ergebnisse in
einer vertrauten Softwareumgebung und schafft
langfristige Investitionssicherheit.

HARTEPRUFUNG ANALYSE SCRATCH-PRUFUNG

Optionales Harte-Upgrade far Optionale Analysefunktionen fur Kontrollierte Scratch-Prifung mit

Vickers, Knoop, Brinell und Schichtdicke, Phasen, KorngrofRe progressiver oder konstanter Last

Rockwell — integriert in die und SchweiBnaht — fur mehr —zur Bewertung von

QpixControl2 Informationen aus einem System. Beschichtungen, Oberflachen

Softwareumgebung. und kritischen Lasten.
HARTEPRUFUNG

@ Vickers
DIN EN ISO 6507, ASTM E-384, ASTM E92

HV 0.00025* HV 0.0005* HV 0.001 HV 0.002
HV 0.003 HV 0.005 HV 0.01 HV0.02 HV 0.025*
HV 0.05 HVO1l HV02 HV03 HVO05 HV1 HV2

HV25 HV3 HV5 HVIO HV20 HV30 HV50
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HV 60*
. Knoop
DIN EN ISO 4545, ASTM E-384, ASTM E92
HK 0.001 HK 0.002 HK 0.005 HK 0.01 HK 0.015
HK 0.02 HK 0.025 HK0.05 HKO1l HKO02 HKO.J3
HKO5 HK1 HK2
@ Brinell
DIN EN ISO 6506, ASTM E-10
HBW 1/1 HBW 1/25 HBW 1/5 HBW 1/10 HBW 1/30
HBW 2.5/6.5 HBW 2.5/31.25 HBW 2.5/62.5
HBW 5/25 HBW 5/62.5
@ Rockwell -
DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 ;Z
HRA HRF HR15-N/T HR30-N/T HR45-N/T "
Verfiigbare Umwertungen
DIN EN ISO 18265, DIN EN 1SO 50150, ASTM E-140
*nicht laut Norm
15.09.2026 © ATM Qness GmbH - www.gatm.com
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BESCHICHTUNGSPRUFUNG LEICHT GEMACHT

QPIX INSPECT ZUR KALOTTEN-SCHLEIFPRUFUNG UND ROCKWELL-
HAFTFESTIGKEITSPRUFUNG

Die optionalen Qpix Inspect-Module erweitern das
Qscratch 20 um praktische Funktionen zur
Beschichtungsbewertung. Der Kalottenschliff
unterstutzt die mikroskopische
Schichtdickenmessung gema DIN EN ISO 26423,
wahrend der Rockwell-Haftfestigkeitstest eine
qualitative Bewertung der Haftfestigkeit von
Keramikbeschichtungen gemaf DIN EN ISO 26443
ermaoglicht. So lassen sich zusatzliche Informationen
zur Beschichtungsqualitat direkt in der vertrauten
QpixControl2-Softwareumgebung erfassen,
auswerten und dokumentieren.
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KALOTTENSCHLIFF-SCHICHTDICKENMESSUNG

Kalottenschliff zur mikroskopischen Schichtdickenbestimmung als erganzende Information zur
Beschichtungsbewertung nach DIN EN ISO 26423.
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ROCKWELL-EINDRINGPRUFUNG

Rockwell-Eindringprufung zur qualitativen Haftungsbewertung keramischer Beschichtungen nach DIN EN
ISO 26443.
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GEFUGEANALYSE LEICHT GEMACHT
QPIX INSPECT FUR DIE MIKROSKOPISCHE AUSWERTUNG

LUATN

a VERDER company

Die intuitiven und nutzerfreundlichen Qpix INSPECT Softwarefunktionen sind ein umfangreicher

Werkzeugkasten fur die mikroskopische Auswertung und Ergebnisdokumentation. Die funktionsreiche

Softwarebasis kann an kundenspezifische Messaufgaben angepasst und durch Erweiterungsmodule erganzt

werden.

OPTION

INSPECT
PHASENANALYSE

| Automatische
Bildobjektvermessung

| Vermessung der
Phasenanteile
gemaf DIN 9042,
ASTM E-562 & ASTM
E-1245.

| Ausgabe von
Analyseergebnissen
als prozentualer
Flachenanteil oder
Flachennominalwert
in tabellarischer
Form oder
Diagramm
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OPTION

INSPECT
SCHICHTDICKENMESSUNG KORNGROSSENBESTIMMUNSCHWEISSNAHTVERMESSUN

| Bestimmung der |
Schichtdicke gemaf
DIN EN ISO 1463
| Halbautomatische
Vermessung von
horizontalen,
vertikalen und
radialen Schichten |
| Ausgabe der
Schichtdicke als
statistische GrofRen
der ermittelten |
Langenin
tabellarischer Form
oder Diagramm

INSPECT

Bestimmung der
KorngréfRe gemaf
DIN EN ISO 643 und
ASTM E-112 mittels
Linienschnittverfahren
oder
Kreisschnittverfahren
Ausgabe der
Analyseergebnisse in
tabellarischer Form
oder Diagramm
Erfassung
statistischer
Eigenschaften der
KorngréfRe als auch
der Segmentlangen,
die Korner schneiden
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OPTION

INSPECT

Normgerechte
Vermessung und
Bewertung von
SchweiBnahten
Vorgefertigte
Vorlagen mit allen
relevanten Messtools
wie Nahtdicke,
Uberhéhung,
Einbrandtiefe, usw.
Automatische Gut/
Schlecht-Bewertung
und
Protokollgenerierung
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IOT - INTERNET OF THINGS

Ir
DIE PLATTFORM FUR DEN \L- ‘ I OT
FERNZUGRIFF AUF IHRE T | ¢ ‘s _N

GERATE

Alle QATM-Harteprufer mit QpixControl2 und | Uberwachung in Echtzeit: Uberwachen Sie Ihre
QpixT2-Software lassen sich nahtlos in die loT- Maschinen von jedem Ort der Welt in Echtzeit. Mit
Plattform von Verder Scientific integrieren und diesem datengesteuerten Ansatz sind sie in der
bieten erweiterte Funktionen und nahtlose Lage, muhelos fundierte Entscheidungen zu
Konnektivitat. treffen.

| Live-Benachrichtigungen: Seien Sie mit
sofortigen Benachrichtigungen und
Aktualisierungen der Zeit voraus. Die Echtzeit-
Benachrichtigungen sorgen dafur, dass Sie Uber
die Leistung Ihrer Gerate jederzeit informiert sind,
was zusatzlich zu einer proaktiven Wartung fuhrt.

| Mihelose Backups: Mit unserer |oT-Plattform
vereinfachen Sie Ihre Datensicherung: Ganz
gleich, ob Sie ein einzelnes Gerat oder eine ganze
Flotte sichern mussen, unsere Plattform
rationalisiert den Prozess und minimiert
Ausfallzeiten und Datenverluste.

| Automatische und kostenlose Software-
Aktualisierungen: Verabschieden Sie sich von
manuellen Updates! Verder Scientific loT stellt
sicher, dass Ihre Instrumente stets mit der
neuesten Software ausgestattet sind, fur optimale
Leistung und Zuverlassigkeit.

% FREE AUTO
SOFTWARE UPDATE
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INDUSTRIE 4.0

QCONNECT FUR DIE INTELLIGENTE VERNETZUNG VON MORGEN

Qconnect ist die Schnittstelle in der QATM Qpix Control2 Software, die alle Anbindungsmaoglichkeiten fur
unsere Kunden zusammenfasst: von der serienmafligen, offenen XML-Schnittstelle (bi-direktional), Uber
vorspezifizierte Plug-In-Losungen wie beispielsweise dem QDAS Plug-In+, bis hin zu vollstandig von QATM
umgesetzten, kundenspezifischen Anbindungslosungen — wir finden fur jeden Anwendungsfall eine
professionelle Losung.

Import fie:
Order deta (XML TXT)
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REPORT & AUTO-EXPORT BARCODE/QR-CODE/DMC- LOGIN VIA NFC
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Prufergebnisse, Lc-Ergebnisse, LESER Die Qpix Control 2 Software
Ritzspurinformationen und unterstutzt die
Prifparameter kdnnen Die Qpix Softwareplattformen Benutzeranmeldung mittels
strukturiert dokumentiert und unterstutzen die Verwendung externem NFC-Lesegerat. Je
exportiert werden. von Barcode- und QR-Code- nach NFC-Tag/Karte kdnnen
Standardisierte Prufberichte und Readern. Egal ob einfaches beispielsweise auch bestehende
flexible Exportmoglichkeiten Beflllen von Kopfdaten Zutrittskarten des Kunden
unterstltzen die Weitergabe der (serienmaBig) oder vollstandige einprogrammiert werden.
Ergebnisse an Einbindung von Lesegeraten zur
Quialitatssicherung, automatischen Auswahl von
Dokumentation oder Vorlagen oder Datenabruf aus
Ubergeordnete Systeme. Ubergeordneten Systemen
(optional) — Barcode-/QR-Code-
Reader erleichtern Arbeitsablaufe
fur den Prufer und verhindern
zugleich auch Bedienerfehler.
5
IID)
703 438
Prufkraftbereich 0,5*-200 N
Konstante Last Einzel- und Mehrfachmessungen
Progressive Last Einzel- und Mehrfachmessungen
Z-Achse Z 150 mm (5.91")
Werkzeugpositionen 8-fach motorischer Werkzeugwechsler (max. 3 Prufmodule,
max. 7 Objektive)
Inkludierte Basisausstattung Rockwell Diamant; 5x, 20x, 50x Objektive
Objektivserien Standard (Achromat) for scratch testing and microscopy
Probenbildkamera 5 Mpixel - CMOS color, USB 3.0; 52 x 39 mm (2.05 x 1.54")
Kreuztisch Motorisierte X/Y-Achsen
TischgroBe 150 x 120 mm (5,91 x 4,72")
Positioniergenauigkeit X/Y-Achse +/- 0,2 um
15.09.2026 © ATM Qness GmbH - www.gatm.com
Seite 35 /39 Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten



Verfahrweg
Kontrollelemente

Max. Werkstiickgewicht
Gewicht Grundgerat

Optional

LUATN

a VERDER company

X150, Y 150 mm (5.91 x 5.91")

Not-Halt, Start-Taste, Joystick X/Y/Z

50 kg (110 Ibs)

60 kg (132.3 Ibs)

Hardness Upgrade and Qpix Inspect Module

*0,5N und 1N >1% Genauigkeit
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www.qatm.com/qscratch-20
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BESTELLDATEN
VOLLAUTOMATISCHER SINGLE MAKRO/MICRO SCRATCHTESTER
GRUNDGERAT
QBO0180101 ‘; Qscratch 20 GO
QB0180201 Qscratch 20
OPTIONEN FUR QSCRATCH 20 GO
QAO117300 X Linearschlitten 55 mm - Qscratch 20 GO

SCRATCHTEST PRUFMODUL UND TESTWERKZEUGE

QAO0103800 Scratchtest Prufmodul - Normalkraft

QER14000EA Prufdiamant Rockwell Scratchtester 120° RO,2

QER14000EU Prufdiamant Rockwell Scratchtester 120° RO,2 - ohne Zertifikat
QSH14005EU Ritzstift Hartmetall 0,5 mm, ISO 1518-1

QSH14010EU Ritzstift Hartmetall 1,0 mm, ISO 1518-1

OBIJEKTIVE FUR SCRATCHTESTER UND QPIX INSPECT

QAO0115900 Objektiv 10x/0,3 - AL60 / WD 16
QS0220800 Austausch Objektiv 20x auf 10x/0,25 AL 60 / WD 13
QAO0116200 Objektiv 100x/0,90 - AL 60/ WD 1,0

HQ-OBIJEKTIVE FUR SCRATCHTESTER UND QPIX INSPECT

QS0213300 Upgrade auf HQ Objektiv 5x/0,15 - AL 60 / WD 23,5
QS0166400 HQ Objektiv 10x/0,30 - AL 60 / WD 17,5

QS0213400 Upgrade auf HQ Objektiv 20x/0,45 - AL 60 / WD 4,5
QS0O213500 Upgrade auf HQ Objektiv 50x/0,80 - AL 60 / WD 1,0
QS0166700 HQ Objektiv 100x/0,90 - AL 60 / WD 1,0

VERSCHLEISSPLATTEN FUR XY-SCHLITTEN
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QAO0117800

LUATN
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VerschleiBplatte 150x120x8 mm - Qscratch 20

OPTIONEN ZUR HARTEPRUFUNG

QAO117900
QEVO5000EA

Harteprufer Vickers - Upgrade Paket "Qscratch 20"

Prufdiamant Vickers - inklusive (Knoop/Brinell/Rockwell also possible)

PC-SYSTEM ZUR MASCHINENSTEUERUNG

QAO0057500
QAO0057600
QAO0057501
QAO057601

PROBENHALTER
QAO116300

REFERENZMATERIAL
QAO0118000

SOFTWARE-MODULE
QSO013600
QA0089600
QAO0071700
QA0108200
QS0213600

High-end PC System Full HD - Qpix Control2

2. 24" Full HD UltraSharp Monitor

High-end PC System Ultra HD (4K) - Qpix Control2
High-end PC System Ultra HD (4K) - Qpix Control2

Universal Prazisions-Feinschraulbstock

QATM Scratch Referanzmaterial - PACVD TiN 2-4um

Qpix - Barcode / QR-Code Scanner Softwaremodul
Barcode/QR-Code 1D/2D Scanner Kit - Bluetooth
El. Messschieber - Qpix Control2 kompatibel

NFC Login Package QpixControl2

RFID Tag MIFARE, SchlUsselanhanger grau 10 Stk.

QPIX INSPECT - MIKROSTRUKTURANALYSE

QSO171100
QSO171200
QSO171300
QS0O194100
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Qpix Inspect - Phasenanalyse
Qpix Inspect - Schichtdickenmessung
Qpix Inspect - KorngroRenbestimmung

Qpix Inspect - SchweiBnahtvermessung
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QPIX CONNECT - DATENVERBINDUNG

QSO031600
QSO013500
QS0O030400

ZUBEHOR

Qpix Control2 - PCI Plug-in
Qpix Control2 - AMS Plug-in
Qpix Control2 - Q-DAS Plug-in

QS0O165900
A581043]
M7500006
M7500009
M7500007
M7500010
M7500008
M75000T1
QA0048500
QS0232600
QVV0030
QVVOO0O0I
QVV0002
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Staubschutzhulle Stoff - Qness 60 EVO, CHD Master+
Schwingungsgedampfter Laboraufsatz

Labortisch 880x770x800 mit Hartgesteinplatte
Labortisch 880x900x800 mit Hartgesteinplatte
Labortisch 1320x770x800 mit Hartgesteinplatte
Labortisch 1320x900x800 mit Hartgesteinplatte
Labortisch 1760x770x800 mit Hartgesteinplatte
Labortisch 17760x900x800 mit Hartgesteinplatte

USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung 900VA
Zubehorkoffer - Scratchtester

Dokumentation

Werkszeugnis

Hartevergleichstabelle
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